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Révision de 1a présente pudlication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, & 1’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CET et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

®  Bulletin de la CEI

®  Rapport d’activité de 1a CEI

Publié annuellement

@  Catalogue des publications de 1a CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente p
ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement approhvés aix
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littérau

Les symboles littéraux pdur les dispositifs & semiconducteurs
et les microcircuits intégrés font I'objet de la Publication 148
de la CEI.

Autres publications de la CEX établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,

qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ I1EC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@® - Catalogue of IEC Pu}
Published yearl

Terminolog

een taken from the I.E.V. or have been specifically
aved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbels

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

-— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

-— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in IEC Publication 148.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other 1 E C publications issued by the Technical
Commitice which has prepared the present publication.
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ANNEXE 1
NUMEROTATION DES METHODES DE MESURE (voir notes)

No Caractéristiques & mesurer
1 Courant total fourni par les alimentations (fonctionnement dynamique)
2 Puissance fournie & travers la ligne d’horloge
3 Temps de propagation
4 Temps de délai
5 Temps de transition
6 Capacités d’entrée et de sortie pour un fonctionnement en grands signaux
7 Temps de propagation (circuits MOS)
8 Temps d’établissement
9 Temps de maintien
10 Fréquence de commutation
11 Capacités d’entrée et de sortie équivalentes, résistances d’entrég et de
12 Coefficient de régulation en fonction de la tension d’entrég.et en fonction de la
tension d’entrée .
13 Taux de réjection de I'ondulation résiduelle de la tension
14 Coefficient de régulation en fonction de la charge ¢ i fonction de la charge
15 Tension de bruit en sortie ‘
16 Coefficient de température de la tension régulée de sortig
17 Courant de polarisation intrins¢que
18 Courant de court-circuit
19 Tension de référence
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
7
39

Notes 1.~ Toutes les méthodes de mesure pour les circuits intégrés sont numérotées dans I'ordre ol elles apparaissent a la
CEI, qu’elles soient relatives aux circuits intégrés digitaux, analogiques ou d’interface. Les numéros sont repro-
duits dans les matrices (voir annexes I1, 111 et [V) qui indiquent & quels types de circuits ces méthodes s’appliquent.
De plus, 2 la gauche des matrices, on indique les publications ol sont décrites les méthodes de mesure (cela est
particuliérement important pour les circuits d’interface).

La liste des numéros et les matrices devront étre remises a jour & chaque révision des publications sur les méthodes
de mesure des circuits intégrés.

2. — Le numéro de chaque méthode de mesure est reproduit dans un rectangle, aussitot apres le titre de la méthode de
mesure correspondante.
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APPENDIX I
NUMBERING OF MEASURING METHODS (see notes)

No. Characteristics to be measured
1 Total current drawn from the power supplies under dynamic conditions
2 Power supplied through the clock line
3 Propagation times
4 Delay times
5 Transition times
6 Input and output capacitances for large-signal operation
7 Propagation times (MOS)

8 Set-up times
9 Hold times
10 | Switching frequency
11 Equivalent input/output capacitances/resistances
12 Input regulation/stabilization coefficients
13 Ripple rejection ratio
14 Load regulation/stabilization coefficients
15 Output noise voltage
16 Temperature coefficient of regulated output voltage
17 Stand-by (quiescent) current
18 Short-circuit current
19 Reference voltage
20 Transient response to changes of input B¢
21 Transient response to changes of load citxren
22 Power supply currents
23 Small-signal input impedance
24 Output impedance Q
25 Input offset voltage
26 Bias voltage
27 Input offset cu
28 Input bi
29 i
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Notes 1. — All measuring methods for integrated circuits are numbered in the sequence they become known in the IEC, no
matter whether they belong to digital, analogue or interface integrated circuits. The numbers recur in the matrices
(see Appendices II, 111 and IV) which show the measuring methods applicable to the individual kinds of circuits.
In addition, on the left margins of the matrices, the publications are stated where the measuring methods are
described (particularly important for interface circuits).
Numbering list and matrices will be updated with each subsequent revision of the publications on measuring
methods for integrated circuits.

2. — The number of each measuring method is reproduced in a “box”, after the title of the relevant measuring method.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 3¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ (Hif “Tl) spayue p sjueIno)

LE LE LE LE LE LE LE LE LE (B0, “104) a1I0s 3P SUOISUST,
9 9¢ 9¢ \/Wm 9¢ 9¢ 9 uornjosgz op sdwal, | T TLPI

o § 91HOS 9p 15 21URP SOOURISISYY
it I :& \\J 11 if 11 17 11 SojuS[EAIM wA o11105 op 10 sanue.p swovden | T Z-LbT
o1 oI A %_\ \QO \QJ o1 01 uonEINWIWOD 9p duenborg | T T-LyI
6 6 N\x 4 < M 6 6 uenurews op sdwoy | TT-Lyl

g i
7
8 8 8 ﬁ\ x\ % 8 8 Juswossqep,p sduny, | T ZLbl
L L L L L L AU L L L (SO snmoxpo) uoneSedold op sdwal, | T T-LPT
9 9 9 9 9 A g N\/wv 9 9 311108 op 10 99N, p spyoede) | T T-Lvl
S S S S S /N\r M\ S S uonisuesy op sdwal, | T T-L¥I
¥ v ¥ ¥ ¥ X \\M m ¥ reep op sdussy, | T Z-Lbl
€ £ £ £ € € H { \m\ 3 vonefedord op sdwey, | TT-Lb]
]
z z > s8op10y,p 2USI] B] SI9ARI} B SIUINOJ 20UESSING TC-LY1
4
1 [ I I //N I 1 \\.ﬁ&ﬁbwﬁ%t JUAUWIAUUOIIOUO)) [B10] JURINOD T TL¥1
. A] b \] €
e | e | o | o | vy | 7 |28 \
SmMANAWOD)
SINS$SIV0IAOIOTN SAOWIIN 38B[eI9D © SANSIZY s[onmanbys SO hﬁ\ SonbSIIIvRIRD .am_ﬂm
SIMOIIS 3P SAALY, x \v
L

XNVLIDIA SLINDYID ¥NOd FYNSHW HA SAAOHLIN

II dXHNNV

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ 8¢ (BIy “T7) syuarmd jnduy
Lg LE Lg \vm Lg LE LE LE LE (HO4 “T04) sedeyjoa 1ndino
9€ 9¢ 9¢ 9¢ o¢ 9€ 9¢ swm uonnosay | T T-Lbl
T I ﬁﬁ fﬁ\ 11 \ﬁv 11 11 11 11 saoue)sisal/ssoueloedes yndino/indur jusreainbyg T2-L¥1
l* :
o1 01 /Q“ \E\ k_\ \VE 01 Aouanbayy urgoyimg | 1 T-Lpl
6 6 6 @ & > 6 6 owm ployg | 1T-LbI
8 8 8 8 \ 6 w 8 8 swn dnjes | gLyl
L L L L h/ A/\p/ \Vv L L (SOW) seun uoneSedord | T ¢-Lvl
9 9 9 9 9 m\(\ 9 \\/ﬁ 9 sooueioedes inding/induy | T T-LbI
<z
$ S 9 s S $ ﬁ\ @ \\ S sawn wonsurll, | 1T-Lbl
—
¥ ¥ v v ¥ ¥ > ¥ v > sowny Aea@ | 1 T-L¥I
€ 3 € € £ ¢ m\ Q \\A \J soum; voneSedold | 1 T-Lbl
Z \V &\ > aur] 7500 a3 ySnoiy) parjddns 1omog TZLyl
1 1 1 v R \/ (orureuAp) yueund [e10], | 1Ll
sty | ones | o | opmuter | onms sy | s | Siome/ ﬂ\
SISTNOD SNQOIE ‘ON
$10SS900IdOIOTIN SOLIOWSA] S10151853 1T4S SUNOID [RNUINDIS _.mt om% HISLI2I0EIET) ‘ang

SINOXD JO SPUES

v

SLINDYID TVIIDIA ¥04 SAOHIAN ONIRINSVAN

IT XIANdddV

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

SIMOID 2p SIdAYL

6¢ 6€ 6¢ asuodpi op sdwrd L, £ T-Lbl
c€ s¢ anos op enbrureuiq £ T-Lpl
e e € SUOIIRIUAWIE XNE 1P UOHOSfRI 3P XNBL £ T-Lpl
€€ €€ €€ UNWIWOd SPOW US UOI0afe1 ap XneJ, £ T-Lbl
\/ € € € sindnoo ap aousnbarg [ T-L¥l
i€ i< 1< 9116AN0 9[oNOQ US UOISUS) Us uonesyrndury [ TLbl
3 0g 2o1us,] & 988[eo9p op IUeIN0d np IMeipdus) AP JUIAWRD ¢ L1
\ A\ 62 62 se11u0, | & o3B[RO9P S WOISUD) B[ op aInjeiaduwis) op WROIIR0D [ T-Lbl
\_, st 8T 8T senue,| & uonestiejod op JURINGD [ T-LYT
A N S =@ Iz 21U3,| & o5B[E0ZP 9P JUBINOD £ TLbl
Vd 9T 9z uonesiieod op UOISUAL 7Lyl
Az A\
/ (34 \ <5 T opnua,| & 93¥[E03p O UOISUIL £ LYY
ana0s ap aouepadury [ TLpD
R
\ mm\ ﬁmm\ €T (xneudis simed uo) 991103, souepedury £ 2-L¥l
7z A\NN A/ ~ \NA/ SUOIJRIUSWITE SOP SIUBINO)) £ TPl
1T / V QMHN—.NO P uemod np wﬁomaﬁmhm\r xne @umOumdeua OwGOQmm f T Lyl
0T \r\ A 29I P ﬁommﬁvu B OP mﬁom.«dwuw\/ Xxne U.&Ouuwﬁﬂ.—v 0wﬁ0&@m f T Ly
OUIYJ2I 9 Eommﬁo raJaal
61 —r ) 321 9P L f
: JIMOII0-1AN0) 3P JULINO Lyl
81 /S / / oIy D o) i
L1 (g \ anbasurnur uonesiejod op uLINOD L T-Lbl
7
91 A / ngvw O\Oﬁ.—mw.H ﬁmeGOQ ey P OHBH.N.H.OQED.» P uEQWUEDOU £ Lyl
QI1IOS UD 1INIQ 2p UOISU -
<1 /1 / N . IMIq 9p UOISUSY, £ T-Lbl
vl (] ") a8feuo/(wonwsiqers) uonernas op JuLW0D £ T-Lyl
€1 7 29135, p upikuo) p2p OHAUPISys UOHEMPUO,] 9P UOND2fp3 9 XTIEL £ TLyl
1 / ’ s (donresiqers) WORe[NFax ap JUAWI0) £ T-LYT
D 14/49 opne wﬁunnoﬁag
»Mmﬁwwm» iy smaes -empomgp | HOISEI 9D sty syanry snamy R\/\ .
% sunoz) iy AN | smorempojy | SAIEMAFE smajeoyrdury PRSI ang

SANOIDOTVNY SLINDYID YNO0d HINSAW A SHTOHL

111 IXINNV

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

$1INOI(D JO SPUry

6¢ 6¢ 6¢ sowr) asuodsay £ TLyT

[« S¢ a8ue1 adeyjoa IndingQ T Z-L¥I

/ 123 23 123 oner uonoafar a8ejjoa £iddng [ T-Lbl

€€ €€ €€ onel uorssfol spoW-uoWWOD [ Z-Lb1

43 (43 (43 Kousnbary yo-1n) LTyl

\ h\ i€ S uvoneoyrdure sgejjoa dooj-usdp € T-L¥I

( 0¢ o€ JusIdye0o arnyerodwe] jusrmd jasyo nduy [ 7Ll

\ 62 6T jusroIgeoo axnjeradure; ofeyjoa jesgo nduy Lyl

] Ve WW \ﬁm 8T jue1Ind seiq nduf £ Lyl

N nm\ n@l/ LT juaLno jasygo indur Lyl

/ 9% 9t ageyjon serg £ T-Lyl

/7 | ] a8e110A 1350 Indu] £ LYl

e ([owe" | A souepaduit nding € Ll

mw/ v €T p \mN\ sosuepadwr ndu Jeudis-[[ews £ Ll

< re \NW.\ W\ ) sjuaLing A[ddns Iamod £ TLyl

&4 /(N P U110 PrOJ JO safueyd 0) asuodsar 1USISUBIL], [ T-Lbl

"4 \ \ \ a8eij0a ndur jo safueyd 01 asuodsal jusisuri], Tyl

61 — a8ejj0A 2dULIRNOY LTyl

81 ’ A/ //.\ v JUSLIND }INOIID-3I0YS £ 2-LPI

Ll \ \ / juaLInd (3udosamb) £g-puels fadA4!

91 /n\\ oWw:o\/\?%no parensal Jo jusidiyeod ainjesdwa [ T-Lvl

S1 N ageijoA astou IndinQ £TLvl

yI & \ M&SE»S uonezijiqels/uonendal peo| Lyt

€1 \ J oye1 uonoafas oyddry £ TLyl

1 EQEu HWSm/N:ESm\:o:S:mS induj £ 7Ll

T e — Av A\Q \\

payoo[ aseyq | pue ojdwes -nmp ‘SI0JEINPOIN 98EIOA sons "ON
szoyrdury ‘1and

SLINDYID ANDOTVYNVY 04 STOHIHAN ONIINSVAN

IIT XIANdddV

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

— 10 —

@\@

~—

prd.1 v

Document Sharing Hub

Documents

BuElikhing

siowpN | susry

sInaer

~edwoD
SInoNewWy

am1o9|

sHAWY

2usH
ap sma
-d0059

A

NIV

nrogo v
ap ﬂ
83983111,

nVsAﬁa>noo

SIMOIID 9P SodAY,

\kﬁﬁncﬁog

oN

‘and

%

TOVAYAINI. A SLINDYID IN0d TINSIN A SAA

Al HXINNV

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

—_11 —

2

UODLIPISUOD JBPU[]

Document Sharing Hub

Documents

SISALIP SIALIP SIALID
Aefdsi(j | AToWIdIN sury
sIeALId

s10181
-edwo)

sTogdmre
asuag

SISAI03X
sury

s198811
NAIYOS

onw%i:w% 1

03 [eNsIq dns

muuﬁgﬂﬁo\

SO JO SPUTS

SONSANOEIEGD

‘ON
‘1and

<

SLINDYID HADVAIAINI ¥04 SAOHIAW DONIINSVAN

Al XIANHddV

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

— 12 —
COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Onziéme complément 4 la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE
Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

Chapitre VI: Circuits intégrés digit

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les(questiony techn 'ues, pXx¢parés par des Comités d’Etudes

3) Dans le but d’encourager I'unificatie
dans leurs xégles natlonales le texte

la deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure,
4 premicre partie, traitant des valeurs limites et des caractéristiques

— La section Deux sur les caractéristiques dynamiques résulte des travaux qui ont débuté & Zurich (1966)
et se sont poursuivis & Padoue (1967), Londres (1968), Leningrad (1969), Monte-Carlo (1970), Stock-
holm (1971), Munich (1973), La Haye (1974), Tokyo (1975) et Nice (1976). Sept projets, documents 47A
(Bureau Central)26, 36, 48, 49, 54, 55 et 80, furent soumis & I'approbation des Comités nationaux
suivant la Régle des Six Mois depuis juillet 1972 jusqu’a mars 1977,

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de (ou contre) la publication des différents
documents du Bureau Central suivant le tableau de la page 14: '
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Eleventh supplement to Publication 147-2 (1963}

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring methods
Chapter VI: Digital integrated circuits -

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and
sense.

3) In order to promote international unification, tho KDY 2 sh@t all Mational Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their‘national rules i far a§ natiorfal gofiditions will permit. Any divergence

in the latter.

This publication has e 5 \ nb~Committeé 47A, Integrated Circuits, of IEC Technical
Committee No. 47, Semjconducto i Integrdted Circuits.

It constitutes tve it,2, General Principles of Measuring Methods, of IEC
Publication 147-2. Par al ratings and characteristics, is issued as IEC Publication
147-1.

This supplement i grated circuits. ‘

— Section Ong padi gtics results from the work started in Philadelphia (1964) and continued
in Tg nd Zuxich (1966). A draft, Document 47(Central Office)164, was submitted to the
National Co or/approval under the Six Months’ Rule in September 1967.

— Section Two on_dynymic characteristics results from the work started in Zurich (1966) and continued
in Padua (1967), Fondon (1968), Leningrad (1969), Monte Carlo (1970), Stockholm (1971), Munich
(1973), The Hague (1974), Tokyo (1975) and Nice (1976). Seven drafts, Documents 47A(Central
Office)26, 36, 48, 49, 54, 55 and 80, were submitted to the National Commitiees for approval under
the Six Months’ Rule from July 1972 to March 1977.

The following countries voted explicitly in favour of (or voted against) publication of the different
Central Office documents according to the table on page 15:
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Bureau Central 47(B.C.) 47A(B.C))

Pays 164 26 36 48 - 49 54 55 80
Afrique du Sud (République d°). . . + + +
Allemagne . . . . . . . . . . .. . + + + + 4 -+ 4
Argentine . . . . . . . . ... + +
Australie. . . . . . . . . .. .. + + + — 4 + +
Autriche . . . . . . ..o o +
Belgique . . . . . . . . . .. .. - 4+ + + + 4 +
Brésil . . . . . . oL +
Canada . . . . . . . . . . ... -+ 4 + + + + +
Danemark . . . . . . . . . ... + + + + + + + +
Egypte. . . . . . . . . . . . +
Espagne . . . . . « « . . o .. - + + +
Etats-Unis d’Amérique. . . . . . . + 4+ +- + +
Finlande . . . . . . . . . . . .. + + + + (
France. . . . . . . « . . . .. — 4 -+ +- —
Isradl . . . . . . . . .. + + -+
Italie . . . . ... .. ..... + + + /\\ + + 1
Japon . . . . . .. ..o + - + + \ + +
Pays-Bas. . . . . . ... . ... -+ -+ + + - +
Pologne . . . . . . . . . . ... +- + +§ + + +
Portugal . . . . . . . . . . . .. + +
Roumanie . . . . . . . . . . .. \ + +
Royaume-Uni. . . . . . . . . .. + N -+ \\ + + + +
Suéde . . . . . . ..o + -+ -+ 4 + + 4
Suisse . . . . . .. .o — 6 + + . e
Tchécoslovaquie. . . . . . . . . . + N + +
Turquie . . . . . . . .. .. .. + + + + + + -+
Union des Républiques >

Socialistes Soviétiques . . . . . . + + -+ + + + —

(AN
+ = vote positif. ) Q
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Central Office

Countries

47(C.0))

47A(C.0.)

49

Argentina
Australia. . . . . . . . . .. ..
Austria

Belgium
Brazil
Canada
Czechoslovakia
Denmark. . . . . . . . . . . ..
Egypt
Finland
France. . . . . . . . . . .. ..
Germany. . . . . . . . .. . ..
Israel

Japan . . .. oL 0oL

Portugal
Romanja. . . . . . . . .. . ..
South Africa (Republic of). . . . .
Spain

Sweden
Switzerland. . . . . . . . . . ..

Union of Soviet Socialist Republics .
United Kingdom
United States of America. . . . . .

+

+Ci;tyéf>++++++++ +++ + 4+ %
++ + +/éﬁ;%}§;+++ +++ + |

+44++ A+l + +++ A+
4+ 4

R o o T o S S S R S
+ 4

t+++ 1+ o+

N

++++++i(:/y4/142*) + +++ + g
pen

++ o+ o+ ++

+

A+ttt L F ;y{ A+ o+ o+ b
+++

4+t

= positive vote.

—_ == negatitvote.

-
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Onziéme complément 2 1a Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX
DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

CHAPITRE VI: CIRCUITS INTEGRES DIGITA

SECTION UN — MESURES STATIQL

1. Caractéristiques statiques des circuits digitaux

1.1 Exigences générales

Les conditions générales de la Publication 147-

e“dispositif dans des conditions dont ’ensemble correspond aux « condi-
, recommandées », sauf spécification contraire.

dan e, sauf Jorsque cetie table de fonctionnement est vérifiée par les mesures elles-mémes.

1.2 Conditions spécifiées pour les caractéristiques statiques

1.2.1 Mesure de la tension ou du courant de sortie

Les conditions suivantes doivent &tre indiquées (voir note):

a) la température ambiante ou celle d’un point de référence;
b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;
¢) les conditions & chaque borne d’entrée;

d) les conditions & la borne de sortie choisie pour la mesure;
e) les conditions 4 toutes les autres bornes de sortie.

Note. — Les conditions de mesure pour une sortie « basse » peuvent étre différentes des conditions de mesure pour
une sortie « haute ».
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Eleventh supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring methods

CHAPTER VI: DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

SECTION ONE -— STATIC MEASUREMENTS

1. Static characteristics of digital circuits

1.1 General requirements

1.2 Specified conditions for static characteristics

1.2.1'  Measurement of output voltage or current

The following conditions shall be stated (see note):

a) ambient ot reference-point temperature;,

b) values of supply voltages or currents;

¢) conditions at each input terminal;

d) conditions at the output terminal selected for the measurement;
e) conditions at all other output terminals.

Note. — The measuring conditions for a “low” output can be different from the measuring conditions for a “high”
output.
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1.2.2  Mesure de la tension ou du courant d’entrée

Les conditions suivantes doivent étre indiquées (voir note):

a) la température ambiante ou celle d’un point de référence;
b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;
¢) les conditions a chaque borne de sortie;
d) les conditions a la borne d’entrée choisie pour la mesure;
e) les conditions a toutes les autres bornes d’entrée.
Note. — Les conditions de mesure pour une entrée « basse » peuvent étre différentes des conditions de mesure pour
une entrée « haute ».
Certains dispositifs ayant une mémoire interne ou de I’hystérésis peuvent avoir une ou plusieurs
valeurs d’impédance d’entrée pour un niveau donné, auquel cas plus d’une mesure peut &tre

nécessaire.
SECTION DEUX — MESURES DYN
1. Courant total fourni par les alimentations (fonctionnement dyhamiqire L_
But

wientation au circuit intégré
p restreinte au cas de signaux

Cette méthode est destinée & mesurer le courg
en fonction de la fréquence de fonctionnemg

d’entrée répétitifs.
QR
~—/

A

Schéma

F—————

Q ]
1

}

l

]

\W) fessa | LS
d'entrée en mesure de sortie
727, 063179
FiGure 1

Description et exigences du circuit

— Le (les) réseau(x) de commande d’entrée, les conditions pour les autres entrées et le (les) réseau(x)
de charge de sortie doivent étre tels que spécifiés.

— La forme d’onde de I’(des) impulsion(s) d’entrée doit &tre spécifiée.

— L’impédance du condensateur C doit &tre suffisamment faible dans la gamme de fréquences de
mesure.

— L’ampéremétre doit pouvoir mesurer le courant total moyen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-2L 1979


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-2l-1979

— 19 —

1.2.2  Measurement of input voltage or current

The following conditions shall be stated (see note):

a) ambient or reference-point temperature;
b) values of supply voltages or currents;
¢) conditions at cach output terminal;
d) conditions at the input terminal selected for the measurement;
e) conditions at all other input terminals.
Note. — The measuring conditions for a “low” input can be different from the measuring conditions for a “high”
input.
Some devices having internal memory or hysteresis may have more than one input impedance
value for a given input level, in which case more than one measurement may be necessary.

SECTION TWO — DYNAMIC MEASUREMENX

1. Total current drawn from the power supplies under dynamic conditioss

Purpose
This method is intended to measure the total curre v integraged circuit from the
power supply versus operating frequency. This meth i atitive input signals.

Circuit diagram

= ——

|
!
Circuit OQutput C
being loading =
measured network(s)
G

o 77

FIGURE 1

06379

Circuit description and requirements

— The input driving network(s), the conditions at other inputs and the output loading network(s)
shall be as specified.

— The input pulse waveform(s) shall be as specified.

— The impedance of capacitor C shall be low over the measurement frequency range.

— The ammeter shall be a suitable instrument to measure the mean total current.
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Précautions a prendre

Aucune précaution spéciale n’est nécessaire.

Exécution
Régler la température & la valeur spécifiée.

Connecter le circuit intégré au circuit de mesure; régler la (les) tension(s) d’alimentation, le (les)
signal (signaux) d’entrée et les conditions sur les autres entrées aux valeurs spécifiées; mesurer le
courant d’alimentation dans la gamme des fréquences de mesure.

Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un point de référence.

— Tension(s) d’alimentation.

— Caractéristiques du (des) réseau(x) de commande d’entrée et, @

x) de charge de
sortie,

— Conditions pour les impulsions d’entrée:
amplitude;
largeur;
temps de croissance;
temps de décroissance;

But Q
Cettennté

la (les) |j
Sciréma
Alimentation
1, y
l_—' '
| P -—
?
Réseau S ! Ré
___C_ __4 de commande o— o Circuit intégré de ct;s;:;e
- d'entrée en mesure de sortie
de I'horloge
vV v .
G c, C,
O] | | & & | £

%ﬁ 06479

FIGURE 2
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